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-DETERMINACI(N D& MIizkaLis rOR DIFRACION DE RAYOS X .

Dra. bDora Bedlivy

Geometrfa de cristales, Retfculos bidimensionales;retfcul
de trislacidn; retficulos tridimensionales. Retfeulos de -
Bravais. Grupos de puntos; grupos cspaciales. Simetr{a ma-

croscépica y microsedpica.

Naturaleza _de los rayos X. Produccidn de rayos X. Radiacid
continua y caracter{stice. Principales tipos de tubos dc B
yos X. Iongitudes da onda de los ruyos X. Refraceidn y ab-

sorcién de los rayos X. L{mite de LJuanc-Huit. Eleccidn do &

la radiacidn.

vifraceién de rayos X. Geometrfa de difracecidn. Difraceidn
poruna fila dc dtomos. Difraccidn por un retfculo cristali
no. Condiciones de difruccidn de Laue. ey de Bragg. Orde-
nes de difraceidn. Retfeulo rceiproco. ielacidn de "los es-

pacios interplanares con la gecometria de la celda.

létodos de cristal dnico. Pelfcula plana y cilfndrica, pe-
lfcula fija y motvible. Diagramas de cristdl giratorio. -

Urientacidn del cristal segun un determinado eje de giro -
(eJe cristalino o 1fnca do rctfculo). Determinacidn del Pe_
riodo de identidad. Detorminacidn de los {ndices, diversos

métodos uso de 1la carta de Bernal. Diagramas de oscilacidn

welacién con la simetrfa cristalina. Ley de iricdel.

Método Debye-Scherrer. Yipos de cémaras. Geometria de las
cimaras. Diferentes posi oiones de la pelfcula con respecto

al haz de rayos X. Medieidn de los éngulos de Bragg.

Determinacidén de los espaciados d's Colocacién de fndices en i

el sistema edbico.:

; métodos gréficos y analfticos. Determina-

¢ién de la cclda unidad. Colocacidn de los fndices en los sig

vemas tdrigonal y hexagonal ; métodos gréficos y anaifticos. =

Colocacidn de los fndices en los sistomas rémbico y monoclinie
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“6e= Leterminacidn precésa de las constantes roticulares. Efrores
en la medicién de los espaciados 4 , Absorcidén y refraccién.
Lrrores sistemdticos. “dtodos prccisos de medicidn. ¥dtodo -
Straumanis. Métodos dec extrapolacidn. :

7.-intensid:d de difraceién. Intensidud absoluta y relativa.Fac
tores que afectan la intensidud de difraceidn; <factores geowl
métricos; factores ffsicos. Medicién de intensidades; por fo=-
tometrfa y por estimacidn visudl, Hscalas de intensidad y su

preparacién. Efectos especiales de difusidén y difraccidn.

8.-Identificacién de sustuncias por el método dc polvo. Andlisis
cualitativo. Determinacidn de fases mineraldgicas. il sistema

£34M y su aplicacidén préctica. Alcances y 1fmites del método.

9.-Difractometr{a de contador. “rincipios y usos del método.<rin
cipio geométrico del gonidmetro de difraceidn; sistema de co-
limacidén. Tuhos detectores; tubo Geiger-Miiller. “dcnica de réE

gistro y de contador. Preparucidn dc la muestra.

1®.- Andlisis cuantitativo; aspectos generales. Alcm ces vy Limites
del método. Mezclas de dos'componontos; mezclas de n componen
tes. wétodo de las adiciones conoeidas. Método del standard -

interno. “reparacidn de patrones y de la curva de calibracidn

-~

llye ldentificacidn de arcillas medisnte difractometf{a. Prineipims

en que se basu. Frineipio fundamental de 1la estructura cerista-

lina de los minera cs arcillosos; silicatos laminarcs. Siste-

mética de los silicatos de Friedrich Liebau.

12.- Identificacidn de los minerales arcillosos: grupos de log -

caolincs; montmorillonitas; micas; cloritas. Preparacidn de

las mucstras; muestras orientndas Y no orientadus. Andlisis

cuantitativo; alcances y 1imites de método.,
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